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プラズマ中の不安定性に起因した揺動による磁場を横切る径方向輸送の研究は、非常に重要である。タ

ンデムミラー型閉じ込め装置GAMMA 10において、静電揺動、MHD揺動が観測されると共に、それらに

関連した径方向輸送が検討されている。[Ref. 1] 

生成された電位を計測するために、重イオンビームプローブの一種である金中性粒子ビームプローブ

(GNBP)を採用し、計測を行っている。GNBPは加速された金中性粒子をプラズマ中で電離させ、プラズマ

外部へと導出される二次ビームのエネルギー変化からコアプラズマにおけるプラズマ電位を計測してい

る。更に、二次ビーム強度がプラズマの密度、温度に依存することから密度に関する情報も同時に得るこ

とができる。 

今年度、これまでコアプラズマ中の単点計測であった重イオンビームプローブに、独自に開発したビー

ム軌道計算コードから考案された多点計測可能な改良を適用し、詳細な局所電場計測を実現した。(図1, 2) 

[Ref. 2] 今回、導入された多点同時計測器を用いた初期計測結果と共に、GAMMA 10において局所的な電

子サイクロトロン加熱による閉じ込め改善時において、静電揺動強度が減少し、蓄積エネルギーと圧力勾

配の増大によるMHD揺動の発生を、GNBPを用いたセントラル部中心近傍の電位揺動解析結果より報告す

る。 

[Ref. 1] Yoshiaki MIYATA et al., Plasna and Fusion Research 5, 033 (2010). 

[Ref. 2] Y. Miyata et al., Review of Scientific Instrument 79, 10F308 (2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1：GNBP多点同時計測器の概念図 

(45°入射型平行平板型エネルギー分析器) 

図2：導入された多点同時計測器により

計測された径方向電場分布 
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